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studia stacjonarne:
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USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Szkola Doktorska
Poziom ksztalcenia I1I stopien

Profil studiéw Ogolnoakademicki
Forma i tryb prowadzenia studiow Studia stacjonarne
Zakres -

Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod

Jednostka prowadzaca przedmiot

Wytwarzania
Koordynator przedmiotu dr hab. inz. Krzysztof Stepien, prof. PSK
Zatwierdzit dr hab. inz. Lukasz Bak, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot kierunkowy
Status przedmiotu Wybieralny

Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski

Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr V

studiow - semestr studia niestacjonarne -

Wymagania wstgpne

Egzamin (TAK/NIE) NIE
Liczba punktow ECTS 2
Forma prowadzenia zaje¢ wyklad ¢wiczenia | laboratorium projekt inne
studia
Liczba godzin | stacjonarne: 15 15 S
w semestrze studia
niestacjonarne:




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Symbol
efektu

Odniesienie do
Efekty ksztalcenia efektow
kierunkowych

Wiedza

Zna i rozumie wiedze na temat nowoczesnych metod pomiaru

W01 |wielkosci  geometrycznych oraz  pomiarow  warstwy K W01

wierzchniej i ich analizy.

Zna 1 rozumie elementy statystyki i  rachunku

W02 |prawdopodobienstwa majace zastosowanie w metrologii. K W02

Doktorant zna metody szacowania niepewnos$ci pomiarow.

Umiejetnosci

Potrafi dobra¢ wilasciwe parametry pomiaru
w roznorodnych zadaniach zwiazanych z metrologia wielkos$ci
geometrycznych i oszacowac ich wplyw na otrzymywane
wyniki.

uo1 K_U02

Potrafi przeprowadzi¢ analiz¢ wynikow pomiaréw metodami K U05

uo2 statystycznymi. Rozumie potrzebg ciagtego doksztalcania sig. K U09

Kompetencje
spoteczne

Ko1 Ma $wiadomo$¢ znaczenia niezaleznej 1 obiektywnej analizy K_KO04

danych pomiarowych.

Rozumie znaczenie ciaglego poglebiania swojej wiedzy
K02 i analizy najnowszych zrédet literaturowych w obszarze K K01
metrologii

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tre$ci programowe

wyktad

Wprowadzenie do metrologii wielko$ci geometrycznych.

Najnowsze rozwigzania w obszarze specyfikacji geometrii wyrobow.

Elementy statystyki i rachunku prawdopodobienstwa w metrologii.

Obliczanie niepewnos$ci pomiarow.

Nowoczesne metody pomiaru dtugosci i kata.

Nowoczesne pomiary odchylek ksztattu.

Nowoczesne metody pomiaru chropowatosci powierzchni.

Ocena nierdwnosci powierzchni za pomocg analizy Fouriera i analizy falkowe;j.

laboratorium

i E AN

Analiza wptywu parametrow w pomiarach wielkos$ci geometrycznych za pomoca
wspotrzednosciowych maszyn pomiarowych.

Analiza wptyw parametrow pomiaru na ocen¢ chropowatosci powierzchni.
Analiza parametrow pomiaru na ocen¢ odchylek okraglosci i walcowosci.
Analiza doktadnosci optycznego pomiaru chropowato$ci powierzchni.

projekt

D E il

Przeprowadzenie poglebionej analizy statystycznej wynikdw pomiarow.
Szacowanie niepewnosci typu A i typu B w wybranych przypadkach.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaj¢c




METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia (zaznaczyc X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
WOl X
w02 X
uo1 X
uo02 X
K01 X
K02 X

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA

Fo.rn,lf Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

zajeé

wyktad zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktow z kolokwium.
laboratorium zaliczenie z ocena Uzyskanie co najmniej 50% punktow z kolokwium.

projekt zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium.

*) zostawic tylko realizowane formy zajg¢

NAKLAD PRACY STUDENTA
Bilans punktow ECTS
Obciazenie studenta Je(li:;o“
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem Wi C|L|P|S C|L|P h
’ studiow 15 101 5

2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2] 2 h
Razem przy bezpoSrednim udziale

3. . - 36 h
nauczyciela akademickiego
Liczba punktéow ECTS, ktora student

4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,44 ECTS
nauczyciela akademickiego

5 Liczba godzin samodzielnej pracy 14 h
studenta

6. Liczba Punktow ECTS, ktm“a‘ stl‘ldent 0,56 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy
Naklad pracy zwiazany z zajeciami

7. 19 h
o charakterze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktéra student

8. | uzyskuje w ramach zajeé o charakterze 0,76 ECTS
praktycznym

9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 50 h

10, Punkty ECTS za modul ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obciqgzenia studenta
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